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Analyse-Phase, System-/Abnahme-Test

Das Ergebnis der
Analyse-Phase
ist die Basis fur alle O

weiteren Phasen System-/
Abnahmetest

Analyse
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Eine Welt voller Missverstandnisse

[N

Was der Kunde Was der Vertrieb Was der Analytiker Wie es der
erklarte versprach verstand Designer entwarf

Was der Program- Wie das Projekt Was dem Kunden Was der Kunden
mierer programmierte dokumentiert wurde  in Rechnung gestellt wurde  eigentlich haben wollte
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Pattern-orientierte Methode mit Template-Satzen

Anforderung: [Wann?]

[Unter welcher Bedingung?]

MUSS | SOLLTE | WIRD | KANN

DAS SYSTEM

<Objekt und Erganzung des Objektes>

<Prozesswort im Infinitiv>

‘Nach dem Betatigen der Capuccino-Anforderungstaste]
bel bereitgestellter Getrankeauswahl] muss die
Kaffeemaschine <einen Capuccino bestehend aus Kaffee
und Milchschaum> <zubereiten>.
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UML-Diagramme zur Darstellung von Anforderungen und Testfallen
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Verbesserung der Anforderungen durch Testkriterien

Anforderung

1

.. h Testfalle

Anforderungsanalyst und Tester

Anforderung

<

\efrbesserung
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AKonsistenz

1

.. N Testfalle

AVollstandigkeit

ATestbarkeit
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Design-Phase, Integrationstest

for Test
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